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Contenido

CIVA, version 10.0

Beneficios de la simulacion:
POD: Hacia un mejor control de sus ensayos POD
UT: Aplicaciones a la demonstracion de rendimientos
ET: Introduccion de procedimientos innovadores

RT: Diseno de un método de control
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CIVA

Plataforma de simulacidn dedicada al CND|

Varias técnicas :
UT : Ultrasonidos
ET : Corrientes inducidas
RT : Radiografia

Herramienta de analisis
(Tratamiento de la sefal, reconstruccion,...

Desarrollado por el CEA-LIST

Departamento END : 100 personas
Desarrolld y validacion CIVA: 30 personas

Modelos semi-analiticos
Distribuido por EXTENDE desde 2010
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CIVA v10.0 = clva |

CIVA V10, Diseno nuevo de
la interfaz:
Mas intuitiva, mas interactiva, interfaz de analisis integrado en ventanas
especificas
CIVA V10,

UT,RT: Calculos de las respuestas de defectos posibles con geométricas CAD
3D

Herramienta de descripcion y disefio de piezas CAD 2D

CIVA V10, varias

UT: Defectos ramificados, modelo “Acero fundido”, varios-rebotes, etc.
ET: Defectos mdultiples, nuevos sensores (GMR, Multi-elementos,...)

RT: Homogeneizacion del programa, rendimiento del calculo mucho mayor,
apreciacion del grano de la pelicula

Calculos de curvas de Probabilidad de Deteccion (POD)
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Distribucion de CIVA

ND=110
Vender
Proporcionar soporte y asistencia técnica
Formacion y capacitacion en el programa
P %
. . ND=110
Asesoramiento/estudios &

Calculos - Estudios : CIVA (UT/ET/RT) — FIux(ET/MT)
Desarrollo de métodos

Vinculos hacia la innovacion
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Modelos Informatica
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Las POD en = CIvA |
pocas palabras

Una curva POD conecta la detectabilidad de un
defecto con su talla

Por 1 valor de
la curva POD da la

de que este defecto sea
por un definido. Umbral

Esta probabilidad depende de los

eteccion




Construccion

de una curva POD

Las reglas y procedimientos que deben aplicarse para
construir una curva POD confiable son

MIL-HDBK-1823 (aeronautica)
DNV-OS-F101 listakE (petroquimica)

Construir una POD implica maguetas ( de las
cuales la mayor parte seran finalmente )
para disponer de suficiente referencias, numerosas
adquisiciones, un tiempo de analisis consecuente...
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Importancia de la simulacion:
para los POD

Entre otras ventajas, la herramienta POD disponible
en CIVA permite:

Optimizar el plano de experiencia ( encontrar los
parametros mas influyentes, sus rangos de variacion)

Completar una curva POD en la cual hagan falta datos y
que por lo tanto no sea confiable Datos que hacen falta

Examinar incertidumbres que no pueden ser bien
controladas por ensayos ex -
palpador, ruido...)
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de POD en CIVA

Propagacion
Parametros de _ > - delas
entrada configuracion incertidumbres Curvas

inciertos nominal CIVA probabilisticas de
iInspeccion: POD,

(UT, ET) PFA. ROC....

1. Definicion de un modelo nominal
2. Descripcion de incertidumbres en algunos parametros y
leyes de variacion relacionada
3. Propagacion de las incertidumbres—> Calculos de
simulacion CIVA -
4. Evaluacion de las curvas probabill'sticas: Curvas POD EADS

=XT= = [J——— MIL-HDBK-1823
CIVA @Il’t page 10



POD : Aplicacion T |

Definicion :
Del modelo “nominal”
Del valor caracteristico: Ejemplo: talla del defecto

De los Parametros inciertos: Ejemplo: Skew del defecto, orientacion
del transductor

Ejecucion de los “N” calculos

r 4

orientacion
skew C
talla I extension
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POD : Aplicacion

Al final tenemos:

La globalidad de los resultados de las configuraciones calculadas
La curva POD y los parametros relacionados:

Umbral (deteccion, nivel de ruido, saturacion)
Tipo de datos: Sefial Respuesta/Hit-Miss
Banda de confianza




UT : preparacion y
evaluacion de métodos

Inspeccion de un manguito térmico de un generador de
vapor.

Transductor contacto T45
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i Defecto

EXTEINDS|  oypaye



UT : preparaciony
evaluacion de métodos

' La simulacion permite predecir el rendimiento del
transductor:




UT : preparaciony o CIvA |
evaluacion de métodos

Segun la posicion del defecto, ¢ como va a cambiar la
respuesta obtenida?

Algunas posiciones pueden ser probadas con maguetag:

...y la variacion puede que no sea lineal
- ¢, Cuales son las

.. : =XT=|ND= -
posiciones importantes? ~ C0ist



UT : preparaciony o CIvA |
evaluacion de métodos

Metodologia propuesta:
Adquisicion en 2 posiciones de defectos (2 maquetas)
¢ Determinacion de la curva de variacion ?

Datos experimentales
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evaluacion ae metoaos

' Metodologia propuesta:
= Adquisicion en 2 posiciones de defectos (2 maquetas)
= ¢ Determinacion de la curva de variacion ?

Datos experimentales

Estudio
parametrico con la
simulacion

Umbral: -38 dB

- Completar la respuesta / Criterio del -

procedimiento
T 1A . T H Simutation |
- Validacion cruzada Medidas / Simulaciones = /fgp“

- Control de los gastos

20 40 60 80 100
Position angulaire du défaut(®)
=XTEND= i
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ET : Introduccion de
procedimientos innovadores

Ejemplo: Sensores multi-elementos CF

Ejemplo de desarrollo de sensores realizados en el CEA*:
2 conjuntos de 32 micro bobinas
Hechas sobre un soporte suave en kapton

Rueda en silicona que garantiza el contacto £
con la pieza durante el escaneo

Ventajas :

para la deteccion de pequeios defectos
gracias al pilotaje multi-elementos
de los efectos nefastos debidos a la

Simulacion: Ayuda al desarrollo de métodos

* "Flexible and array eddy current probes for fast inspection of complex parts”, B.Marchand, J. M. Decitre, and O. Casula,
QNDE 2010
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ET : Introduccion de
procedimientos innovadores

CIVA10: Herramienta asociada a los sensores multi-
elementos CF:
Descripcion geometrica de las capas de bobinados
Definicion de los modos de conexiones

Definicion de los motivos y secuencias de adquisicion
CCCCCCC | Cablage Réglage | [
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ET : Introduccion de

procedimientos innovadores

Comparacion de 3 disefios (defectos 0.4*0.2*0.1mm3)
1 eje de escaneo mecanico/ Adquisicion 1Mhz
diseno 2 / disefio 1: Variacion espacio inter-bobinas
diseno 3 / disefo 2: Variacion dimension bobinas

Defecto Defecto Defecto

Designl | Design 2 | Design 3




ET : Introduccion de
procedimientos innovadores

Beneficios de la simulacion:

La cre permite ensayar numerosas
soluciones :

Ahorro de tiempo
Reduccion de los gastos
Mejoras de los rendimientos

: : Comparar virtualmente el método
convencional con una técnica innovadora

Tecnologias innovadoras : Poca retroalimentacion, la simulacion

permite | y “aprender a manejar”
una técnica a menor costo
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RT : Preparacion CIVA |
de unainspeccion

Inspeccion de un refuerzo con una fuente emitiendo rayos X

Problematica: Elegir los mejores parametros

Limitar el nimero de disparos
Limitar el tiempo de exposicion
Defecto —
Parametros:

Que fuente escoger entre 3 disponibles ?

Que pelicula ?

Cual sera la posicion y

distancia fuente/detector ideal ?

Que tiempo de exposicion ?
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RT : Preparacion CIVA |
de unainspeccion

de 3 fuentes diferentes (apertura

del defecto 3mm)

Fuente 140 kV/5mA
Fuente 200 kV/5mA
Fuente 300 kV/5mA
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Corte horizontal que
representa la densidad
optica al rededor del defecto
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RT : Preparacion A |
de unainspeccion

Seleccion de la fuente: de

la fuente:

Comparacion de 3 posiciones de la fuente <4 v
P1: X =300 mm / orientacion -30° P1 P2 P3

P2: X =500 mm / orientacion -40°
P3: X =700 mm / orientacion -50°

ps
7

A DO con y sin defectos)

, - : 300mm/-30° 0,29
- orientacion - 40°

500mm/-40° 0,54
———  orientacion - 50 700mm/-50° 0,31

_ orientacion - 30° =XT=IND=



Conclusion Cl

CIVA V10.0 : Un nuevo entorno y capacidades de
simulacion aumentadas

La simulacion puede ahora acompaifiar los estudios
POD: curvas mas confiables a menor costo

Las aplicaciones son muy variadas en las 3 técnicas
cubiertas: UT,ET,RT

Desarrollo y calificacion de métodos

Innovacion
Preparacion de inspeccion
Peritaje
Formacion
www.extende.com =XT=IND= I list
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